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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été préparé par le comité d'études 68 de la CEl: Aciers et alliages
magnétiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
68/258/FDIS 68/263/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informati6 r le vote ayant

abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de s e sera

pas modifié avant 2009. A cette date, la publication sera
* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 68: Magnetic alloys and steels.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
68/258/FDIS 68/263/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publicatio dxpents will

remain unchanged until 2009. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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Ajouter, aprés I'annexe B, la nouvelle annexe suivante:

Annexe C
(informative)

Relation Epstein-SST pour les téles d'acier a grains orientés

NOTE La présente annexe ne fait pas partie des prescriptions de la norme. Elle est |nc|use a titre d'information
pour ceux qui souhaitent convertir les valeurs SST en valeurs Epstein et vice versa. Il existe deux différences
significatives par rapport a la procédure de I'annexe B, comme suit:

— l'annexe B prescrit le mode opératoire d'étalonnage d'un SST au moyen de longu

correspondantes, si les éprouvettes de téle sont détensionnées et
toéles ne sont pas détensionnées.

de téle individuel est conS|derabIe Elle s ele e a i ) \ ervalle de J) pour les pertes totales
spécifiques, P, se situe environ entre +3 % ( 3 b 3 ,7 T) pour les intensités du champ
magnétique, H, et environ entre 5 % (a 1,3 T) et +20 s a-puissance apparente spécifique, S [1]
et [2]1

Les relations ont été établies sur |a base de me sur environ 750 échantillons des nuances a
grains orientés les plus significative S différents et prélevés au cours de séquences de
production différentes. Pour pl Stai 2} etude n'a pas porté sur des matériaux a domaine
affiné. Toutefois, la décision_d'apglique ériaux a domaine affiné releve de l'utilisateur de la
présente norme.

La relation entr’ Lei resultats SST peut étre décrite par un facteur 6P
(pour les pertes totdles ) e, 0HS (pour l'intensité du champ magnétique, H et la

puissance apparenie
Ss Eps, €n résult

2 conversion des résultats Epstein, Pg gpg, Hepg et
et Sg g7, Peut étre opérée comme suit:

s.ssT = Ps.gps * (1 + 6P /100) (C.1a)
Hest = Hepg X (1 + 6HS 1 100) (C.1b)
Ss,SST = SS,EPS x (1 + 6HS /100) (C.1c)

De maniére correspondante, la conversion inverse peut étre réalisée comme suit:

Pseps = Ps ssT/ (1 + 0P /100) (C.2a)
Heps = Hggr | (1 + GHS 1 100) (C.2b)
Seeps = Ss.ssr/ (1 + 8HS / 100) (C.2¢)

1 Les références entre crochets renvoient a la bibliographie.
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Add, after annex B, the following new annex:

Annex C
(informative)

Epstein to SST relationship for grain-oriented sheet steel

NOTE This annex does not form part of the requirements of the standard. It is |nc|uded for infermation for those
who wish to convert SST values into Epstein values and vice versa. There are two sigpificant diffexences from the
procedure in annex B as follows:

— annex B prescribes the procedure of the calibration of an SST by means of{ong i iRs. If\yields an
exact value for the Epstein/SST calibration factor for the individual sample yndekco 3 \

— by cutting the sheets into strips, the procedure of annex B yields an Eps which refers
to a stress-free sheet sample which is formed from the annealed E usihg/this calibration

Annex C, on the other hand, describes the conversion of SS iny ice versa in general, i.e
where only one of the two methods of measurements has heen perr . restricted to grain-oriented
material. Of course, the general validity of the i ips j ject to the larger uncertainty of the

conversion, because the statistical scatter dle c.nof the individual sheet sample is
considerable. This amounts to about +2 % (for of J) for the specific total loss, P, from about +3 %
(at J=1,3T)to £10 % (at 1,7 T) for the field stre about +5 % (at 1,3 T) to +20 % (at
1,7 T) for the specific apparent power, S [1] and

The relationships were achieved on the basis o Eps eagurements on about 750 samples of the most
S|gn|f|cant grain- orlented grade antfacturers and taken from different production

The relationship between st esults can be described by a factor 6P (for the
specific total Io@ g < rietic field strength, H and the specific apparent
power, S). The i in rgsults, P gps » Hepg and Sg gpg , to SST results

Ps ssT: Hsst @nd

= Pseps x (1 + 6P /100) (C.1a)
Hesr = Hepg X (1 + 8HS 1 100) (C.1b)
Ss,SST = Ss,EPS x (1 + 6HS / 100) (C-1C)

Correspondingly, the conversion in the reverse direction can be carried out as follows:

Py eps = Ps ss/ (1 + 8P/ 100) (C.2a)
Segps = S st/ (1 + 8HS 1 100) (C.2¢)

1 References in square brackets refer to the bibliography.
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